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Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Funks torpege In 

mit Frequenznachf uhrung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
5 zur Messung von Funks torpegeln. 

Die Verwendung immer hoherer Ubertragungsf requenzen im 
Mobil funk und immer hoherer Taktf requenzen in der 
Datentechnik stellen zunehmend hohere Anf orderungen an die 

10 elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) vom elektro- 
nischen Geraten und Systemen in diesen Anwendungsf eldern . 
Als wesentliche Vorausset zung fur eine optimierte EMV- 
gerechte Auslegung entsprechender elekt ronischer Gerate 
und Systeme ist eine hochwertige EMV-Me£technik zur 

15 prazisen und zuverlassigen Ident if izierung und Charak- 
terisierung von auftretenden elektromagnet ischen Storungen 
zu sehen. 
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Neben einer hohen MeSgenauigkeit in einer hohen Bandbreite 
bis in den Hochstf requenzbereich sind vor alien 
fortgeschrittene MeSf unkt ionen, wie beispielsweise Signal - 
statist ik, Messung von Leistung und Rauschen im Zeit- und 
Frequenzbereich, wesentliche Anf orderungen an eine 
hochwertige EMV-Me&technik . 



Wahrend Spektrum-Analysatoren ihre Starke in der EMV- 
Messung hauptsachlich in der schnellen Frequenzmessung bis 
' in den Hochstf requenzbereich besitzen, liegt der Anwen- 
dungsschwerpunkt von MeSempf angern eher in der hoch 
30 genauen Berechnung von rechenintensiven Mefcf unkt ionen . 

In der systemtechnischen Kombinat ion von Spektrum-Analy- 
. sator und Mefcempf anger in einem EMV-Mefcplatz konnen die 
jeweiligen Starken der beiden Gerate in einem System 
35 gebundelt werden. In der DE 38 17 500 CI ist ein 
derartiges System dargestellt, in dem uber eine Spektrum- 
Analysator-Funktion der gewunschte Frequenzbereich durch- 
gestimmt und bei jeder Mefcfrequenz der gemessene Span- 
nungspegel mit einem Grenzwert verglichen und bei Uber- 
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schreitung des Grenzwertes durch den gemessenen Spannungs- 
pegel der zur MeSfrequenz gehorige Spannungspegel als 
Funkstorspannung gekennzeichnet wird. Sobald eine Funk- 
storspannung auf diese Weise ident if iziert wird, erfolgt 
5 eine Umschaltung von der Spektrum-Analysator- Funkt ion zur 
Meftempfanger-Funktion. In der Mefeempf anger -Funkt ion wird 
die Funkstorpannung bei der jeweiligen MeSfrequenz 

w 

mehrfach hinsichtlich ihres Spannungspegels abgetastet und 
bei ausgewahlter stat istischer Bewertungsf unkt ion hin- 
10 sichtlich ihres Zeitverhal tens exakter charakterisiert . 

4 

Nachteilig an dieser systemtechnischen Kombination von 
Spektrum-Analysator und MeSempfanger ist insbesondere im 
Falle einer kont inuierlichen EMV-Messung die Schwierigkeit 

15 bei der dynamischen Messung von Funks torspannungen, deren 
Frequenzen sich uber der Zeit andern. Derart driftende 
Funks torspannungen, wie sie beispiel sweise von primar 
getakteten Schaltnet zteilen erzeugt werden, konnen somit 
u. U. relativ schnell aus dem MeSf requenzbereich des 

20 Me£empf angers wandern und gehen damit dem Me&empfanger 
hinsichtlich einer genaueren Analyse ihres Zeitverhal tens 
verloren . 

Der. Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur Messung von Funkstorpegeln 
derart weiterzuentwickeln, dass in der Vormessung 
identif izierte und in ihrer Frequenz veranderliche 
Funkstorpegel in der der Vormessung nachf olgenden 
Nachmessung richtig erfasst und ausgewertet werden. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zur Messung von Funkstorpegeln mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 5 gelost . 
Indem der Spektrum-Analysator im Rahmen der Vormessung 
sich mit seiner Mit tenf requenz auf die Frequenz' der 
jeweiligen Funkstorspannung abstimmt und diese 
Frequenzabstimmung des Spektrum-Analysators vom 

Messempf anger in der Nachmessung ubernommen wird, ist 
gewahrleistet , dass der beschrankte Messf requenzbereich 
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des Messempf angers an die geanderte Frequenz der 
jeweiligen Funkstorspannung jeweils nachgefuhrt wird und 
die jeweils ident if izierte Funkstorstdrung innerhalb des 
Messf requenzbereiches des Messeempf angers im Hinblick auf 
5 eine korrekte Zeitanalyse zu liegen kommt . 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspruchen angeben. 

10 Neben der korrekten Erfassung einer Frequenzdrif t der 
Funkstorspannung kann das erf indungsgemaSe Verfahren bzw. 
die erf indungsgemaSe Vorrichtung zur Messung von Funkstor- 
spannungen auch zeitliche Anderungen der Spannungspegels 
der Funkstorspannung korrekt ident i fizieren und bei der 

15 Frequenznachfuhrung des MeSempf angers korrekt beriicksich- 
tigen. Auf diese Weise ist eine korrekten Erfassung und 
Auswertung von frequenz- und ampl i tudenverander 1 i chen 
Funkstorspannungen durch das erf indungsgemafie Verfahren 
bzw. durch die erf indungsgemaSe Vorrichtung zur Messung 

20 von Funkstorspannungen moglich. 

In dem Mefcempfanger sind vorzugsweise mehrere auswahlbare 
Bewertungsfunktionen integriert, mit denen in der 
Nachmessung eine exaktere Analyse des Zeitverhaltens der 
25 Funkstorspannung uber eine gegenuber der Messzeit des 
Spektrum-Analysators deutlich langeren Auswertezeit 
moglich ist . 

Das erf indungsgemafce Verfahren bzw. die erf indungsgema£e 
30 Vorrichtung zur Messung von Funkstorspannungen ist nicht 
nur fur eine einzige Funkstorspannung ausgelegt, sondem 
ermoglicht die gleichzeitige Identif izierung von mehreren 
Funkstorspannungen mit Hilfe des Spektrum-Analysators im 
Rahmen einer Vormessung und die anschlieJ^ende Auswertung 
35 aller ident if izierten Funkstorspannungen mit Hilfe des 
Messempf angers in der Nachmessung. 



i 



WO 2005/047910 PCT/EP2004/011352 

4 

Eine bevorzugte Ausf iihrungsf orm der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend naher 
beschrieben. Es zeigen: 



Fig. 1 



ein Schaltbild ernes 

Ausf uhrungsbei spiels einer 

erf indungsgemafcen Vorrichtung zur 
Messung von Funks t or spannungen; 

10 Fig. 2 ein FluSdiagramm des erf indungsgemaSen 

Verfahrens zur Messung von 

Funkstorspannungen und 

Fig . 3 eine grafische Darstellung eines bei- 

^5 spielhaften Ergebnisses des erfin- 

dungsgemaSen Verfahrens bzw. einer 
erf indungsgemafcen Vorrichtung zur Mes- 
sung von Funkstorspannungen. 

20 Das erfindungsgemafce Verfahren bzw. die erf indungsgemafce 
Vorrichtung zur Messung von Funkstorspannungen ist in den 
Figuren 1 bis 3 dargestellt. 

In dieser Anmeldung wurden die Begriffe Funkstorspannung 
25 und Mefcspannung im Sinne von Funkstorpegel und Mefcpegel 
allgemeingultig verwendet . Gemeint sind nicht nur die 
Spannung im engeren Sinne als Mefcgrofce, sondern auch 
andere MefcgroGen wie Feldstarke, Strome usw. , die das 
Mefcsignal kennzeichnen . Der Begriff Spannung, Mefcspannung, 
30 Funkstorspannung usw. kann daher beliebig durch Pegel, 
MeSpegel bzw .. Funkstorpegel ersetzt werden. 

Wie in Fig. 1 dargestellt, wird uber eine Antenne 1 der 
erfindungsgemaSen Vorrichtung zur Messung von 
35 Funkstorspannungen, die an einem bestimmten auswahlbaren 
MeSort positioniert ist, jedes beliebige Nutz- und/oder 
Storsignal empfangen. Unter der Voraussetzung , dass die 
erfindungsgemaSe Vorrichtung zur Messung von 

Funkstorspannungen an einem Mefcort positioniert ist, an 
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dem keine Nutzsignale auftreten, wird von der Antenne 1 im 
ungestorten Betriebsfall nur ein Rauschsignal empfangen. 
Bei Auftreten einer Funkstorung wird diese von einem 
Hochf requenzteil 2 uber die Antenne 1 empfangen. 

5 

Im sich anschliefeenden ersten Mischer 3 erfolgt eine 
Umsetzung auf die Zwischenf requenz . Hierzu wird ein in 
seiner Frequenz verstimmbarer erster lokaler Oszillator 4 
uber den gesamten Me&f requenzbereich der erf indungsgemaiSen 

10 Vorrichtung vorzugsweise in einem bestimmten einstellbaren 
Frequenzraster durchgest immt . Mit diesem in einem 
bestimmten Frequenzraster innerhalb des vorgegebenen 
Mefifrequenzbereiches durchgest immt en ersten lokaler 
Oszillator 4 wird im ersten Mischer 3 das Frequenzspektrum 

15 der empfangenen hochf requenten Funkstorspannung zusammen 
mit der uberlagerten hochf requenten Rauschspannung in 
einen Zwischenf requenzbereich umgesetzt . 

In der Zwischenf requenzeinheit 5 erfolgen mit dem 
20 Zwischenf requenzsignal unterschiedl iche Signal verarbei - 
tungsf unktionen (z.B. Filterung, Linearisierung usw.) .- Die 
Umsetzung des Zwischenf requenzsignals in das Basisband 
wird im darauf folgenden zweiten Mischer 6 durchgef uhrt . 
Die Tragerf requenz zur Umsetzung in das Basisband wird von 
25 einem zweiten lokalen Oszillator 7 mit fixer Frequenz 
erzeugt . 

In einem sich anschliefcenden Tief passf il ter 8 erfolgt eine 
Bereinigung des Basisbandsignals von unerwunschten 

30 hoherf requenten Anteilen, die auBerhalb des MeSfrequenz- 
bereiches bzw. evtl . ausgewahlter Untermefcf requenzbereiche 
liegen. Im Analog-/Digital -Wandler 9 wird die analoge 
MeSspannung in das digitale Datenf ormat transf ormiert . Die 
Betragsbildung der digi tali sier ten zeitverander lichen 

35 MeSspannung wird im Betragsbildner 10 durchgef uhrt . Eine 
Logarithmierung der digital isierten zei tveranderlichen 
Me£spannung fur eine halblogarithmische Darstellung des 
Messergebnisses erfolgt im Logarithmierer 11. 
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Der Zugriff auf das Signal ist durch den symbolischen 
Schalter 12 veranschaulicht . Hierzu erhalt der Schalter 12 
von einer iibergeordneten Steuerung 17 ein Steuersignal , 
das den Zeitpunkt des Zugriff s bestimmt. Der 
5 digital isierte Spannungspegel der MeSspannung wird wahrend 
des Zugriff s in einem Detektor 13 erf a£t . 

Der mit dem Detektor 13 erfafcte digital isierte 
Spannungspegel der Mefcspannung wird vom Mikrorechner 14 

10 eingelesen. Mittels der Funkt ionseinheit Spektrum- 
Analysator 15 des Mikrorechner 14 wird die aus der 
Funkstorspannung und der uberlagerten Rauschspannung 
bestehende Mefispannung uber den gesamten einstellbaren 
Messf requenzbereich im einstellbaren Frequenzraster 

15 gemessen. Hierzu wird durch die ubergeordnete Frequenz- 
und Abtaststeuereinheit 17 des Mikrorechners 14 die 
Frequenz des ersten Oszillators 4 uber den einstellbaren 
Messfrequenzbereich im einstellbaren Frequenzraster im 
Hinblick auf die Aufnahme des Frequenzspektrums der 

20 MeSspannung sukzessive durchgest immt . Der zur 

Geschwindigkeit der Frequenzdurchst immung synchrone 
Zugriff auf die digitale Mefcspannung uber die erste 
Mefczeit erfolgt ebenfalls durch die. ubergeordnete 
Frequenz- und Abtaststeuereinheit 17. In der 

25 Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 erfolgt auch der 
Vergleich des pro MeSfrequenz gemessenen Spannungspegels 
in Relation zu einem einstellbaren Grenzwert und die 
Kennzeichnung des gemessenen Spannungspegels als 
Funkstorspannung im Falle eines Uberschreitens des 

30 Grenzwertes durch den gemessenen Spannungspegel . Die zu 
den einzelnen Me£f requenzen innerhalb des Me£f requenz- 
bereiches erfafcten Spannungspegel des Me£signals inklusive 
der identif izierten Funkstorspannungspegel werden im 
Speicher 18 zwischengespeichert . 



35 



Durch eine im Mikrorechner 14 integrierte ubergeordnete 
Ablauf steuerung, die in Fig. 1 nicht dargestellt ist, wird 
nach Ablauf der Vermessung des Frequenzspektrums der 
MeSspannung im gesamten Mefcf requenzbereich durch die 
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Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 der Betrieb auf 
die Funktionseinheit MeSempf anger 16 umgeschal tet . In 
einem Me£f requenzbereich der Funktionseinheit Mefcempfanger 
16, der im allgemeinen kleiner als der einstellbare 
5 MeSf requenzbereich der Funktionseinheit Spektrum- 
Analysator 15 ist, findet in der Funktionseinheit 
Mefcempfanger 16 eine genauere Analyse des Zeitverhaltens 
der einzelnen ident if izierten Funkstorspannungen uber 
mehrere Zugrif f szei tpunkte im Rahmen einer zweiten Me£zeit 
10 statt. Die MeS- und Auswertungsergebnisse der 
Funktionseinheit Mefeempf anger 16 werden ebenfalls im 
Speicher 18 zwischengespeichert . 

Samtliche Mefcergebriisse werden in einer Darstellungs- 
15 einrichtung 19, z. B. einem Display, in grafische Form zur 
Visual isierung und nachf olgenden Ergebnisdiskussion 
bereitgestellt . 

Das erf indungsgemafce Verfahren zur Messung von Funks tor - 
20 spannungen, dessen Verf ahrensschri tte im Flufcdiagramm in 
Fig. 2 dargestellt sind, fuhrt in der beginnenden 
Vormessung, die von der Funktionseinheit Spektrum- 
Analysator 15 durchgefuhrt wird, im ersten Verfahrens- 
schritt S10 eine. Initialisierung der Mefcfrequenz der 
25 erf indungsgemafcen Vorrichtung nach Fig. 1 z. B. mit der 
vom Anwender gewahlten unteren Grenzf requenz des zu 
vermessenden Mefcf requenzbereiches durch . 
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Im darauf folgenden Verf ahrensschritt S20 wird bei der 
gewahlten MeSfrequenz der Spannungspegel des aus der 
Funkstorspannung und uberlagerter Rauschspannung 
bestehenden Mefcspannung innerhalb einer ersten Mefczeit 
erfasst. Der jeweils gemessene Spannungspegel wird im 
Verf ahrensschritt S2 0 mit einem vom Anwender gewahlten 
Grenzwert verglichen. Bei dem Grenzwert handelt es sich 
ublicherweise urn einen uber den ganzen Me£f requenzbereich 
konstanten Wert, der im Sinne eines Markers uber den 
gesamten Mefif requenzbereich gelegt wird. Prinzipiell ist 
aber auch die Verwendung eines uber den gesamten 
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MeSf requenzbereich veranderlichen Grenzwertverlauf s mog- 
lich. 

Uberschreitet der bei der jeweiligen MeSf requenz gemessene 
5 Spannungspegel der MeSspannung' den Grenzwert , so wird die 
MeSspannung bei dieser MeSfrequenz als Funkstorspannung 
gekennzeichnet und die eingestellte MeSfrequenz als 
Mittenf requenz fur eine spatere Nachmessung ' f estgelegt . 
Liegt eine Uberschreitung des Grenzwertes durch die 
10 MeSspannung fiber einen bestimmten Frequenzbereich itn Falle 
einer breitbandigen Funkstorspannung vor, so wird von der 
Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 die jeweilige 
mittlere Frequenz ermittelt und als Mittenf requenz 
f estgelegt . 
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Alle im Verf ahrensschritt S20 zu den einzelnen 
MeSf requenzen gemessenen Spannungen werden mit ihren 
dazugehorigen Spannungspegel n und Frequenzen sowie im 
Falle einer Grenzwertfiberschreitung mit ihrer Mitten- 
frequenz und mit der Kennzeichnung als Funkstorspannung im 
Verf ahrensschritt S30 abgespeichert . 

Liegt der Wert der MeSfrequenz unterhalb der vom Anwender 
ausgewahlten oberen Grenzf requenz des zu vermessenden 
MeSfrequenzbereiches, so wird die Mefif requenz urn einen 
Frequenzrasterinkrement erhoht und mit der neuen 
MeSfrequenz ' in Verf ahrensschritt S20 eine neue 
Pegelmessung durchgef iihrt . Alternativ kann aber auch eine 
kontinuierliche (gesweepte) Messung durchgef iihrt werden. 

Hat die eingestellte MeSfrequenz die vom Anwender 
ausgewahlte obere Grenzf requenz des zu vermessenden 
MeSfrequenzbereich.es erreicht, so ist die Vormessung in 
der Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 beendet . Das 
Verfahren geht nun fiber in die Betriebsart Nachmessung, 
die von der Funktionseinheit MeSempfanger 16 durchgefuhrt 
wird. 
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Fur jede der in der Vormessung von der Funkt ionseinhei t 
Spektrum-Analysator 15 gekennzeichneten Funkstorspannungen 
erfolgt im Verf ahrenschritt S60 eine uber eine bestimmte 
einstellbare Anzahl von Zugrif f szei tpunkten sich erstreck- 
5 kende zweite Mefczeit, die deutlich langer als die erste 
Mefezeit der Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 ist, 
eine Messung des Spannungspegels der MeSspannung . Hierbei 
wird der Me£f requenzbereich der Funktionseinheit MeSem- 
pf anger 16 so gewahlt, da£ die von der Funktionseinheit 

10 Spektrum-Analysator 15 fur jede gekennzeichnete Funkstor- 
spannung ermittelte Mittenf requenz als Mittenf requenz des 
jeweiligen Me£f requenzbereichs fur die Nachmessung benutzt 
wird. Aufgrund der zyklischen Wiederholung von Nach- und 
Vormessung wird somit die Mittenf requenz der Nachmessung 

15 auf. die in der Vormessung identif izierte Mittenf requenz 
der gekennzeichneten Funkstorspannung nachgefuhrt, womit 
eine dynamische Messung einer f requenzveranderlichen 
Funkstorspannung moglich ist. 

20 Im darauf folgenden Verf ahrensschritt S70 wird mit einer 
vom Anwender auswahlbaren Berechnungsf unkt ion auf der 
Basis der zu den einzelnen Zugrif f szei tpunkten gemessenen 
Spannungspegel der Mefcspannung eine genauere Analyse des 
Zeitverhaltens der Funkstorspannung durchgef uhrt . Diese 

25 Analyse erstreckt sich auf den Me£f requenzbereich der 
Funktionseinheit Mefcempfanger 16 mit der von der Funk- 
tionseinheit Spektrum-Analysatoren 15 ermittelten Mitten- 
f requenz der jeweiligen Funkstorspannung als Mittenf re- 
quenz des Mefcfrequenzbereiches. Als Bewertungsf unkt ionen 

30 konnen hierbei beispielsweise folgende Funktionen vom 
Anwender ausgewahlt werden: 

• Sample-Funktion: Identif izierung des augenblicklichen 
Spannungspegels der Funkstorspannung 

• Max-peak-Funktion: Identif i zierung des maximalen 

* 

35 Spannungspegel der Funkstorstorung 

• Min-peak-Funktion: Identif izierung des minimalen 
Spannungspegel ist der Funkstorspannung 

• Quasi -peak-Funkt ion: Bewertung, die das Storvermogen 
des Signals bewertet 
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• Ave rage -Funkt ion : lineares Mitteln der abgetasteten 
Spannungspegel der Funks torspannung 

• RMS-Funktion: quadratisches Mitteln der abgetasteten 
Spannungspegel der Funkstorspannung 

5 

Im Verf ahrensschritt S80 werden fur alle Me£f requenzen 
innerhalb des zur jeweiligen Funkstorspannung gehorigen 
Me£f requenzbereiches der Funkt ionseinheit Me&empf anger 16 
die durch die jeweils ausgewahlten Bewertungsf unkt ionen 
10 ermittelten Spannungspegel funkt ionswerte als Ergebnisse 
einer genaueren Zeitanalyse der Funkstorspannung abge- 
speichert . 

Sind noch nicht alle von der Funkt ionseinheit Spektrum- 
15 Analysator 15 gekennzeichneten Funkstorspannungen im Rah- 
men der Nachmessung von der Funkt ionseinheit MeSempfanger 
16 genau vermessen, so erfolgt im Verf ahrensschritt S60 
fur die nachste noch nicht in der Nachmessung vermessene 
Funkstorspannung eine genauere Vermessung des Zeitver- 
20 haltens, indem .die Mittenf requenz des MeSfrequenzbereiches 
der Funktionseinheit Mefcempf anger 16 auf die von der 
Funkt ionseinheit Spektrum-Analysator 15 ermittelten Mit- 
tenfrequenz der im Folgenden zu vermessenden ,Funkst6r- 
pannung eingestellt wird und eine wiederholte Abtastung 
25 der Spannungspegel der zu vermessenden Funkstorspannung im 
eingestellten Mefcf requenzbereich der Funktionseinheit 
MeSempf anger 16 durchgefuhrt wird. 

Sind alle von der Funktionseinheit Spektrum-Analysator 15 
30 in der Vormessung gekennzeichneten Funkstorspannungen von 
der Funktionseinheit Mefcempfanger 16 in der Nachmessung 
genauer vermessen und analysiert, so wird das 
erf indungsgemaSe Verfahren zur Messung von Funkstor- 
spannungen von der ubergeordneten Ablauf steuerung wieder 
35 auf die Vormessung durch die Funktionseinheit Spektrum- 
Analysator 15 umgeschaltet , falls vom Anwender keine 
Beendigung der EMV-Messung - beabsicht igt wird. In der sich 
nun wiederholenden Vormessung wird im Verf ahrensschritt 
S10 die MeSfrequenz des Spektrum- Analysators entsprechend 
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der unteren Grenzf requenz des zu vermes'senden Megfrequenz- 
bereiches eingestellt. 

In Fig. 3 ist ein beispielhaf tes MeSergebnis einer Messung 
5 der Funkstorspannung, wie sie auf einer Darstellungs- 
einrichtung 19 dargeboten wird, dargestellt. Im oberen 
Bereich 20 der Darstellung, der den Ergebnissen der 
Nachmessung reserviert ist, werden bei einer ermittelten 
Mi ttenf requenz von im Beispiel ca . 99,4 MHz fur eine 

10 identif izierte Funkstorspannung die Spannungspegelwerte 
und Frequenzwerte bei Verwendung der Quasi -Peak- und der 
Average -Funkt ion als Bewertung dargestellt. Im unteren 
Bereich 21 der Darstellung ist das Frequenzspektrum der 
Funkstorspannung inklusive der benachbarten Rauschspannung 

15 im Me£f requenzbereich der Funkt ionseinheit Spektrum- 
Analysatoren 15 mit der ermittelten Mittenf requenz der 
Funkstorspannung als Mit tenf requenz des verwendeten 
Me£f requenzbereiches dargestellt. Analog konnen fur die 
iibrigen identif izierten Funkstorspannungen die Ergebnisse 

20 der Vor- und Nachmessung dargestellt werden. In dem 
unteren Bereich 21 konnten auch der spektrale Verlauf der 
Bewertungsfunktion, im Beispiel Quasi-Peak und Average, 
zusatzlich dargestellt werden. 

25 Wesentlich ist, da£ bei jeder Nachmessung eine 
Frequenznachfuhrung erf olgt . Dabei wird bei einer 
Nachmessung dann ein neuer Maximalwert gespeichert bzw. 
der bisher gespeicherte Maximalwert uberschrieben, wenn 
dieser grower als alle bisher erfaSten Maximalwerte ist. 

30 Zusatzlich wird der zu diesem neuen Maximalwert gehorende 
Frequenzwert gespeichert. 

Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene 
Ausfuhrungsbeispiel beschrankt . Samtliche beschriebene 
35 Funkt ionen und Elemente konnen beliebig miteinander 
kombiniert werden. 
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1. Verfahren zur Messung von Funkstorpegeln in einem 
bestimmten Frequenzbereich, indem in einer Vormessung der 
Frequenzbereich durchgestimmt wird, bei jeder MeSfrequenz 
jeweils ein Meftpegel des zu vermessenden Signals erfaftt 

10 und mit einem Grenzwert verglichen wird und bei 

Uberschreitung des Grenzwertes durch den Meftpegel der bei 

der jeweiligen Meftfrequenz gemessene Pegel als 

Funkstorpegel gekennzeichnet wird und in einer Nachmessung 

jeder gekennzeichnete Funkstorpegel jeweils hinsichtlich 

15 seines Zeitverhaltens genauer vermessen wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft fur jeden gekennzeichnete Funkstorpegel die 
Mittenf requenz des Meftf requenzbereichs der Nachmessung, 
die sich zyklisch im Wechsel mit der Vormessung 
20 wiederholt, an die in der vorhergehenden Vormessung neu 
ermittelte mittlere Frequenz des sich andernden 
Funkstorpegel s nachgefuhrt wird. 

2. Verfahren zur Messung von Funkstorpegeln nach 

25 Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft in jeder sich zyklisch im Wechsel mit der Nachmessung 
wiederholenden Vormessung der Meftpegel jedes sich 
gegeniiber der vorhergehenden Vormessung in seiner Frequenz 
30 und/oder seinem Meftpegel verandernden Funkstorpegels 
bestimmt wird. 

3 . Verfahren zur Messung von Funkstorpegeln nach 

Anspruch 1 oder 2 , 
35 dadurch gekennzeichnet, 

daft der Frequenzbereich bei der Vormessung in einem be- 
stimmten Frequenzraster durchgestimmt wird. 
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4. Verfahren zur Messung von Funkstorpegeln nach einem 

der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ der MeSpegel des jeweiligen Funkstorpegels in einer 
5 zweiten MeSzeit der Nachmessung gegeniiber einer ersten 
Mefezeit der Vormessung mehrfach wiederholt gemessen wird. 



5. Verfahren zur Messung von Funkstorpegeln nach 

Anspruch 4 , 
10 dadurch gekennzeichnet, 

daS aus den bei der Nachmessung mehrfach abgetasteten 

MeSpegeln fur jeden gekennzeichneten Funkstorpegel ein 

nach einem aus mehreren einstellbaren Bewertungsverf ahren 

bewerteter Pegel ermittelt werden. 

15 

6. Vorrichtung zur Messung von Funkstorpegeln nach einem 
der Anspruche 1 bis 4, 

wobei die Vorrichtung eine Funkt ionseinheit Spektrum- 
Analysator (15) zur Identif izierung der Funkstorpegel und 
20 zur Ermittlung der mittleren Frequenz der identif izierten 
Funkstorpegel im Rahmen einer Vormessung und eine 
Funkt ionseinheit Mefcempf anger (16) zur mehrfachen 
• Abtastung der Mefcpegel der von der Funkt ionseinheit 
Spektrum-Analysator (15) identif i zierten Funkstorpegel und 
25 zur statistischen Bewertung der abgetasteten MeSpegel . im 
. Rahmen einer Nachmessung auf weist . 



